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OBJETIVO{S) -
Objetivo General:
Al final de la UEA el alumno-sera

| Conocer los fundamentos,
' |lcaracterizaclidn de materiales.

|
CONTENIDO SINTETICO: |

|

|

I 1 ey,
| 1

distinguir y

capaz de:

aplicar

1. Fundamentos de las

| la materia en la caracterizacidn de materiales.

| 2. Espectroscopias de infrarrojo, ultravioleta visible y Raman.
3. Resonancia magnética nuclear.
4. Difraccidédn de rayos X. =
5. Microscopia Electrgnlca -de Barrlda y de Transmisiodn.

| 6. ESpECtrDSCDplaIdE energla dlSpErsa

7. Andlisis térmico grav1métr1cm y‘dlferenc1al de barrido.
8. Fisisorcidn y quimisorcidn. |

; 9. Cromatografia. ) |

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL

del |

PROCRS0O ENSENANZA-APRENDIZAJE:

las diferentes técnicas de

interacciones de las radiaciones electromagnéticascon

S

. .kFxposicién a cargo | profesor. Revisidédn de articulos de inyestigacién,
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disefno de al -menos un experimento y reporte de resultados. -
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presentacidn de reportes de las conferencias asistidas (10%).
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